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Verwendete Symbole und
Konstanten

Symbole :

Symbol Bedeutung Einheit

A effektiver Fresnelfaktor für χ(2)
even -

AA Arbeitsabstand m
α Kohärenzparameter des Lasers -
αll′ Dämpfungsfaktor 1/s

B effektiver Fresnelfaktor für χ(2)
odd -

β kritischer Exponent -
β Dispersionswinkel im Prismenkompressor ◦

c11 Steifigkeitsmodulus N/m2

C B/A für s-P-Polarisationskombination -
d minimaler Abstand m
δ Auflösungsvermögen 1/m
δI↑↓(2ω, t) pumpinduzierte Änderung von I↑↓(2ω, t) W/m2

δω,2ω Eindringtiefen bei ω bzw. 2ω m
δφ Phasendifferenz der Moden ◦

δz effektive Wechselwirkungslänge m
δsp relativer Phasenwinkel ◦

∆±(t) normierte Summe/Differenz von I↑↓(2ω, t) -
∆t Zeitverzögerung s
∆ωq,q+1 Frequenzabstand zweier Moden Hz
∆τ Laserpulslänge s
∆θ mittlere Bindungswinkelabweichung ◦

∆Θ Phase zwischen �E↑(2ω) und �E↓(2ω) ◦
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Verwendete Symbole und Konstanten

Symbol Bedeutung Einheit

E2ω,r elektrisches Feld bei 2ω der Referenz V/m
E2ω,s elektrisches Feld bei 2ω der Probe V/m
E2ω,tot totales elektrisches Feld bei 2ω V/m
�E elektrischer Feldvektor V/m
�E↑↓(2ω) elektrisches Feld bei 2ω für �M↑↓ V/m
Ek,l Energie des Zustands k,l J
E langsam veränderliche Totaleinhüllende -
f Brennweite m
f(E) Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion -
�f(ω) Fresnelfaktor für die Fundamentale -
�F (2ω) Fresnelfaktor für die zweite Harmonische -
F(t) Fouriertransformierte des Spektrums -
g Elektronen-Phononen-Kopplungskonstante W/m3K
g(t) langsam veränderliche Einhüllende -
G(∆ω) Fouriertransformierte von g(t) -

γ Proportionalitätskonstante für χ(2)
odd m/VG

Γ/2 Halbwertsbreite des a-Ge Ramanbandes 1/m
I Lichtintensität W/m2

I2ω,r Intensität bei 2ω der Referenz W/m2

I2ω,s Intensität bei 2ω der Probe W/m2

I2ω,tot totale Intensität bei 2ω W/m2

I↑↓(2ω) Intensität bei 2ω für �M↑↓ W/m2

I↑↓(2ω, t) zeitabhängige Intensität bei 2ω für �M↑↓ W/m2

I↑↓0 (2ω) Intensität bei 2ω für �M↑↓ ohne Pumppuls W/m2

kCu,Ni elastische Kraftkonstanten kg/s2

k Imaginärteil des Brechungsindex -
l Prismenabstand im Prismenkompressor m
L Materiallänge m
λ Wellenlänge m
m Masse kg
�M↑↓ Magnetisierung der Probe G
n Realteil des Brechungsindex -
nω,2ω komplexer Brechungsindex bei ω bzw. 2ω -
nnl intensitätsabhängiger Brechungsindex -
N numerische Apertur -
N komplexer Brechungsindex bei 2ω -
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Symbol Bedeutung Einheit

ν Frequenz Hz
ω Kreisfrequenz Hz
ω0 Zentralfrequenz Hz
Ω polarisiertes Volumen m3

�p Einheitsvektor in p-Richtung -
P optischer Weg im Prismenkompressor m
�P Polarisation C/m2

�P (n) Polarisation n. Ordnung C/m2

φ Phase zwischen Aχ(2)
even und Bχ(2)

odd
◦

ϕ Polarisationswinkel der Fundamentalen ◦

Φ Analysatorwinkel für die SHG ◦

Φ(ω) Phasenänderung des elektrischen Feldes -
Φ′′ Gruppengeschwindigkeitsdispersion s2

Φ′′′ Dispersion dritter Ordnung s3

Ψkl Wellenfunftion des Zustands k,l -
q Photonenimpuls kgm/s
ρ magnetischer Kontrast -
: Materialdichte kg/m3

�s Einheitsvektor in s-Richtung -
Σ normierte Summe von I↑↓(2ω, T ) -
t Verzögerungszeit s
T Temperatur K
TC Curietemperatur K
T0 Anfangstemperatur K
τ Laserpulslänge s
ϑ Einfallswinkel ◦

θ Winkel zwischen Labor- und Kristallachsen ◦

Θ Phase zwischen E2ω,s und E2ω,r
◦

Θmax maximaler Öffnungswinkel ◦

vg Gruppengeschwindigkeit m/s
vl Schallgeschwindigkeit m/s
χ(1) dielektr. Suszeptibilität 1. Ordnung -
χ(2) dielektr. Suszeptibilität 2. Ordnung m/V
χ(2)

ijk Tensorkomponente von χ(2) m/V
χ(2)

even/odd gerader/ungerader Anteil von χ(2) m/V

z Materialdicke m
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Verwendete Symbole und Konstanten

Konstanten :

Symbol Bedeutung Wert Einheit

c Vakuumlichtgeschwindigkeit 2.9979 · 108 m/s
e Elementarladung 1.6022 · 10−19 C
h Plancksches Wirkungsquantum 6.6261 · 10−34 Js
mu atomare Masseneinheit 1.6605 · 10−27 kg
µB Bohrsches Magneton 9.2740 · 10−24 J/T
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